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“SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZACAO EM ENSAIOS DE
DESGASTE E NA ANALISE EM MICROSCOPIA OPTICA E MICROSCOPIA
ELETRONICA DE VARREDURA”

[001]. O suporte objeto do presente Pedido de Patente
foi projetado e construido para ser utilizado como fixagcdo de uma
esfera empregada em ensaios de desgaste utilizando um
tribdmetro linear reciproco.

[002]. O presente suporte € constituido por uma haste,
um suporte para a esfera de 6 mm e um alojamento que tem a
finalidade reter a esfera junto ao seu suporte .

[003]. O presente Equipamento foi desenvolvido
vlilizando-se de conhecimentos especificos da drea da
engenharia, com vista a permitir a medicdo da superficie de
desgaste da esfera através dos processos de microscopia optica e
também de microscopia eletrbnica de varredura. Mediante a
utilizacdo do suporte os ensaios de desgaste sdo realizados no
tribdbmetro linear e apds o término do ensaio € necessdria a
medicdo da superficie de desgaste. Essa medicdo exige que a
esfera seja posicionada perpendicularmente ao plano do ensaio
nos equipamentos de microscopia. Sem a utilizacdo do suporte
esse procedimento € dificultado pois ndo hd como transferir a
esfera do tribdmetro para os microscopios sem a perda do
referencial de fixacdo.

[004]. O conjunto completo do suporte, quando
acoplado ao tribdmetro para o ensaio triboldgico, posiciona a
esfera perpendicularmente & superficie de ensaio de desgaste
mantendo-a nesta posicdo até a conclusGdo do ensaio. Para a
utilizacdo no tribémetro o conjunto do suporte tem o alojamento

removido, a esfera de 6 mm ¢€ inserida no seu suporte e o
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alojamento é rosqueado no suporte fixando a esfera no conjunto.
O conjunto completo do suporte € entdo fixado ao tribdmetro para
a realizacdo do ensaio de desgaste.

[005]. Ao término do ensaio no tribdbmetro o conjunto
completo do suporte € retirado do tribébmetro e a sua haste
desacoplada para que a esfera fixa no seu suporte pelo
alojamento possa ser transferida para os equipamentos de
microscopia éptica e eletrébnica de varredura.

[006]. A FIGURA 1 apresenta o conjunto do suporte,
objeto desta reivindica¢cdo, o qual é constituido por uma haste de
suporte que se acopla ao tribdmetro, um suporte para a esfera de
6 mm e o alojamento da esfera. Todos os componentes sdo
fabricados em aco inoxidavel AlSI-304/416 ou outro material
metdlico ou ndo, que suporte os esforcos sobre o conjunto. O
equipamento € caracterizado pelo fato permitir a realizacdo dos
ensaios de desgaste e ao término do mesmo, remover haste desse
conjunto e realizar os ensaios da microscopia com a esfera ainda
montada no seu suporte e fixada pelo alojamento.

[007]. Na FIGURA 1 € mostrada a haste 1 do conjunto
do suporte que consiste em uma peca usinada em aco AlSI-304 ou
AlSI-316L sobre a qual é fixado suporte da esfera 2 mediante o
parafuso 5 e seu alojamento 3 que contem a esfera 4.

[008]. Na FIGURA 2 € mostrada a haste de fixacdo do
conjunto no tribdmetro.

[009]. Na FIGURA 3 € mostrada, a peca 2 que consiste
no suporte da esfera 4.

[010]. Na FIGURA 4 mostrada, a peca 3 que consiste

no alojamento da esfera 4.
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[011]. Na FIGURA 5 € mostrado o conjunto completo

desmontado, com os seus componentes em vista explodida.
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REIVINDICACOES

1. SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZACAO EM ENSAIOS DE
DESGASTE E NA ANALISE EM MICROSCOPIA OPTICA E MICROSCOPIA
ELETRONICA DE VARREDURA, caracterizado por ser um conjunto que

posiciona a esfera perpendicularmente ao plano de ensaio até o
término do mesmo, contendo uma haste (1) de suporte para
fixacdo no tribdbmetro, suporte da esfera (2) que é fixado na haste
(1) através do parafuso (5), um alojomento da esfera (3) que é
rosqueado no suporte da esfera (2), e que contém a esfera (4)
utilizada no ensaio, sendo esta, fixada ao suporte através do

alojamento (3).

2. SUPORTE PARA ESFERA DE 6 MM PARA UTILIZACAO EM ENSAIOS DE
DESGASTE E NA ANALISE EM MICROSCOPIA OPTICA E MICROSCOPIA
ELETRONICA DE VARREDURA, de acordo com a reivindicacdo 1,

caracterizado por conter componentes fabricados em aco

inoxiddvel AlISI-304, AlSI-416 ou outro material metdlico ou ndo, que

suporte os esforcos atuantes sobre o conjunto.

Peticao 870220015062, de 21/02/2022, pég. 6/8
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DESENHOS

Fig. 1
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Fig. 2
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